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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes de choc

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj

intéressé par Ie sujet traité peut participer. Les organisations mterntlonal
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également 3
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon @
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les guestiqns te ésentent, dans la mesure
du possmle un accord mternatlonal sur les su;ets étudiés, |\étant donné que Ies yMités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent s Q internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique techniques\ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interndtionale, leS\Conités™ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possiplexles Norimes ipternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence\ entke nor te”la CEl et la norme nationale ou régionale

airs thang cette derniere.

5) La CEl n'a fixé aucune p océd ure conce ant e Mmarquagelcomme indication d’approbation et sa responsabilité

6) L'attention est atjifée s ments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit¢ de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne\p4 gits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme : L000-4-5 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, dy L 65 de la CEIl: Mesure et commande dans les processus

Elle consti sechi e la partie 4 de la norme CEI 61000. Elle a le statut de publication
en accord avec le Guide 107 de la CEl.

La présente version consolidée de la CEl 61000-4-5 est issue de la premiere édition (1995),
[documents 65A(BC)41+77B(BC)25 et 65A/168/RVD] et de son amendement 1 (2000)
[documents 77B/291+293/FDIS et 77B/298+300/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par le
corrigendum et I'amendement 1.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fg

with the IEC also participate in this preparation. The
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditi
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matte s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects \si i mittee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of/ecomm | i N al dse and are published in the form
of standards, technical specifications, teckni 3 ides and they are accepted by the National

Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatigh, IEC Natigna ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum| extent~Npossile\in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC-Standard_and\the esponting\fational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no matking
6) Attention is drawpte t ibi 9 elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. p \ ¢ sifle for identifying any or all such patent rights.

International Sta has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IE i 65: Industrial-process measurement and control.

This consolidated ion of IEC 61000-4-5 is based on the first edition (1995), [documents
65A(C0O)41+77B(CO)25 and 65A/168/RVD] and its amendmentl1l (2000) [documents
77B/291+293/FDIS and 77B/298+300/RVD].

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
the corrigendum and amendment 1.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement 1 ne sera
pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment 1 will
remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

¢ withdrawn;

¢ replaced by a revised edition, or
¢ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes CEI 61000, selon la répartition suivante:

Partie 1. Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent pas y depfoduit)

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure

Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'attény
Guide d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuatio

Partie 9: Divers

Chaque partie est & son tour su d|V|se 3 ong” qui seront publiées soit comme normes

internationales soit co

La présente se @ yUs i i trai ipti i€
d'immunité et des prog 3 i relatipes aux ondes de tension ou aux ondes de courant.
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the respogsibi
Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques
Part 5: Installation and mitigation guide

Installation guidelines
Mitigation methods and devices
Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivi i i are to be published either as international

This section is'
ted“t

procedures rela

which gives immunity requirements and test
urge currents.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes de choc

1 Domaine d'application et objet

La présente section de la CEl 61000-4 se rapporte aux prescriptions d'immunité pour les
matériels, aux méthodes d'essai et a la gamme des niveaux d'essai recommandés, vis-a-vis

matériels électrique et électronique et leur sont applicables.

Cette section a pour objet d'établir une référence comm dvatsation Jes performances
des matériels lorsque leurs lignes d'alimentation et d'inté i ont)soumises a des
perturbations de grande énergie.

Cette norme définit:

— la gamme des niveaux d'essai;
— le matériel d'essai;
— le montage d'essai;
— la procédure d'essali.

sévérité a appliquer ateur matériel.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence quiy
est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEl 61000-4.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de la
CEIl 61000-4 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'l'SO possédent le registre
des Normes internationales en vigueur.

CEl 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
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